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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4 : Techniques d’essai et de mesure -

Section 6: Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

AVANT-PROPOS

os Comités nationaux de la CEl s’engagent
possible, les Normes internationales de la CEI
divergence entre la norme de la CEl et la norme

nationale ou régionale S b duit étre indigliée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEI n'a fixe ¥ 3 q le marquage comme indication d'approbation et sa
responsal : > d un matériel est déclaré conforme a l'une de ses normes.

6) L’attentio ins des éléments de la presente Norme mternatlonale peuvent

faire 'objet’de

Elle constitue la section 6 de la partie 4 de la CEl 1000. Elle a le statut de publication fonda-
mentale en CEM en accord avec le guide 107 de la CEl.

Le texte de cette norme est issue des documents suivants:

FDIS Rapports de vote
65A/165/FDIS 65A/195/RVD
77B/144/FDIS

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote
ayant abouti a Fapprobation de cette norme.

L’'annexe A fait partie intégrante de cefte norme.

Les annexes B a E sont données uniquement a titre d’information.



1000-4-6 © IEC:1996 -7~

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4: Testing and measurement techniques -

Section 6: Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

FOREWORD

the subject dealt with may participate in this preparatory
non-governmental organizations liaising with the IEC also

3) The documents produced have the form of reommn ation inte ional use and are published in the
form of standards, technical reports or guide 3 epted by the National Committees in that

sense.

4) In order to promote internatiofal unifi e ttees undertake to apply IEC International
Standards transparently t the \maximum ible i their national and regional standards. Any
divergence between the |EC irig national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

§) The |IEC provides nq macki g indicateits approval and cannot be rendered responsible for any
equipment decl i ity wi .

6) Attention is drawn™o of the elements of this International Standard may be the

subject of patent rig 3 held'responsible for identifying any or all such patent rights.

International Ste ‘ has been prepared by subcommittee 65A: System aspects, of
IEC technicakcommi : strial-process measurement and control and by subcommittee

It forms section§ of part 4 of IEC 1000. It has the status of a basic EMC publication, in accordance
with IEC Guide 107:

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Reports on voting
65A/165/FDIS 65A/195/RVD
77B/144/FDIS

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the reports on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B to E are for information only.
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INTRODUCTION

La présente norme fait partie de la série des normes 1000 de la CEl, selon la répartition suivantes:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'environnement
Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites

Limites d'émission
Limites d'immunité (dans la mesure ol elles ne relévent pas comyj e produit)

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure

Techniques de mesure
Techniques d’essai

Partie 5: Guide d’installation et d’a énu@
Guide d'installation

Méthodes et disppsitifS$\d
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INTRODUCTION

This standard is a part of IEC 1000 series, according to the following structure:

Part 1: General

General considerations (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

Description of the environment
Classification of the environment
Compatibility levels

Part 3: Limits

Emission limits
Immunity limits (in so far as they do not fall under the respo

Part 4: Testing and measurement techniques

Measurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guidelin

Installation guidelines
Mitigation methods andrdevi

Part 6: Generic r

Part 9: Miscellaneot

Each part is
standards or\a

o\ into sections which are to be published either as international
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -
Partie 4 : Techniques d’essai et de mesure -

Section 6: Immunité aux perturbations conduites,
induites par les champs radioélectriques

1 Domaine d’application

La présente section de la norme internationale CEl 1000-4 se rapporte aux prescriptions relatives
a rimmunité en conduction des équipements électriques et électroniques aux perturbations
électromagnétiques provoquées par des émetteurs HF, dans la plage quences de 9 kHz a
80 MHz. Les matériels n"ayant pas au moins un céble conducteur {tel'que cordons d'alimentation,

ot que les signaux
6 é La simulation et la

Les docum iva g annent des dispositions qui, par suite de la référence qui
y est faite i i itions ¥alables pour la présente section de la CElI 1000-4. Au
publicati ditigns indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif

CEI 50(161):°1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI} — Chapitre 161: Compatibilité
électromagnétique

CEIl 1000-4-3: 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’'essai et de
mesure ~ Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CISPR 16-1: 1993, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
radioélectrigues et de limmunité aux perturbations radioélectriques — Partie 1: Appareils de
mesure des perturbations radioélectriques et de I'immunité aux perturbations radioélectriques

CISPR 20: 1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques d'immunité des récepteurs
de radiodiffusion et de télévision et équipements associés
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -
Part 4: Testing and measurement techniques -

Section 6: Immunity to conducted disturbances,
induced by radio-frequency fields

1 Scope

This section of International Standard IEC 1000-4 relates to the conducted immunity requirements
of electrical and electronic equipment to electromagnetic disturbances coming from intended radio-

least one conducting cable (such as mains supply, signal line or earth
couple the equipment to the disturbing RF fields is excluded.

structured for the primary objective of establishing adequate repeatabili
analysis of effects.

This standard does not intend to specify the tests to be applied articular.apparatus or systems.
its main aim is to give a general basic re MHiCE uet committees of the IEC.
The product committees (or users and i ‘emain responsible for the
appropriate choice of the test and the seve hieir equipment

this sectlon of IEC 1000-d\are's aged t6 investigate the possibility of applying the most recent
edition of the norg Ws indigated below. Members of IEC and ISO maintain registers

magnetice

IEC 50(161): 1990,\Jnternational Electrotechnical Vocabulary (IEV) -~ Chapter 161: Electro-
magnetic compatibility

IEC 1000-4-3: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 3: Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity test

CISPR 16-1: 1993, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and
methods — Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus

CISPR 20: 1990, Limits and methods of measurement of immunity characteristics of sound and
television broadcast receivers and associated equipment



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



